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Современные  источники  синхротронного  излучения  предоставляют  исключительные
возможности в исследовании окружающего мира. Они позволяют решать важнейшие задачи в
биологии, химии, медицине, материаловедении и других областях науки. Повсеместный переход
мирового научного сообщества к синхротронным источникам 4-го поколения (ЦКП «СКИФ» [1],
ESRF,  MAX  IV,  SIRIUS  и  др.)  сопровождается  значительным  увеличением  плотности  потока
фотонов  и  когерентности  генерируемого  излучения.  Это  расширяет  возможности  реализации
современных  экспериментальных  методов  исследования.  Вместе  с  тем  рост  интенсивности
излучения  неизбежно  приводит  к  увеличению  тепловой  и  радиационной  нагрузки  на
используемую оптику, что оказывает существенное влияние на их функциональные свойства. В
этих  условиях  алмаз,  обладающий  относительно  низким  поглощением  рентгеновского
излучения,  а  также  высокой  температурной  и  радиационной  стабильностью  является
перспективным материалом для создания широкого спектра оптических элементов для работы
с высокоинтенсивным синхротронным излучением.

В  работе  рассматриваются  элементы  преломляющей  рентгеновской  оптики,  а  также
монохроматоры и делители пучка, изготавливаемые из алмаза. Преломляющие рентгеновские
линзы  широко  используются  на  синхротронных  источниках  для  коллимации  и  фокусировки
излучения,  а  также  формирования  изображений  просвечиваемых  объектов  с  субмикронным
пространственным  разрешением  [2,3].  В  то  же  время  монохроматоры  и  делители  пучка
позволяют выделять из исходного полихроматического излучения пучок с необходимой длиной
волны и направлять в отдельную, независимо работающую секцию синхротронной станции [4].
Особое внимание в работе также уделяется требованиям, предъявляемым к рассматриваемым
оптическим элементам, а также методикам их тестирования [5].
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